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DISPOSITIFS À SEMICONDUCTEURS –
MÉTHODES D’ESSAIS MÉCANIQUES ET CLIMATIQUES –

Partie 5: Essai continu de durée de vie sous température
et humidité avec polarisation
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SEMICONDUCTOR DEVICES –
MECHANICAL AND CLIMATIC TEST METHODS –

Part 5: Steady-state temperature humidity bias life test
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DISPOSITIFS À SEMICONDUCTEURS –
MÉTHODES D’ESSAIS MÉCANIQUES ET CLIMATIQUES –

Partie 5: Essai continu de durée de vie sous température
et humidité avec polarisation

1 Domaine d’application

2 Références normatives

Dispositifs à semiconducteurs – Méthodes d'essais mécaniques et climatiques –
Partie 4: Essai continu fortement accéléré de contrainte de chaleur humide (HAST)

3 Généralités

Essais climatiques et de robustesse mécanique – Partie 2: Essais – Essai Ca: Essai continu de
chaleur humide.
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SEMICONDUCTOR DEVICES –
MECHANICAL AND CLIMATIC TEST METHODS –

Part 5: Steady-state temperature humidity bias life test

1 Scope

2 Normative references

Semiconductor devices – Mechanical and climatic test methods – Part 4: Damp
heat, steady-state, highly accelerated stress test (HAST)

3 General

Environmental testing  Part 2: Tests  Test Ca: Damp heat steady state.
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4 Equipement d’essai

4.1 Température et humidité relative

4.2 Dispositifs soumis aux contraintes

4.3 Réduction de propagation de la contamination

4.4 Contamination ionique

4.5 Eau déminéralisée

Ω

5 Conditions d'essai

5.1 Température, humidité relative et durée

Tableau 1 – Température, humidité relative et durée

Température
(chambre sèche)

Humidité relative a Température b

(chambre humide)
Pression

de vapeur b
Durée c

−
+
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4 Equipment

4.1 Temperature and relative humidity

4.2 Devices under stress

4.3 Minimize release of contamination

4.4 Ionic contamination

4.5 Deionized water

Ω

5 Test conditions

5.1 Temperature, relative humidity and duration

Table 1 – Temperature, relative humidity and duration

Temperature
(dry bulb)

°

Relative
humidity a

Temperature b

(wet bulb)
°

Vapour
pressure b

Duration c

−
+
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5.2 Directives pour la polarisation

T T P R T T P R

T

P

R

ΔT

5.2.1 Choix et rapport
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5.2 Biasing guidelines

T T P/R
T T P/R

T

P

R

ΔT

5.2.1 Choosing and reporting
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Tableau 2 – Critères pour le choix de la polarisation par cycles ou continue

ΔΔΔΔTja Polarisation par cycles
ou continue

Inclure la valeur de ΔΔΔΔTja
dans le rapport d’essai ?

ΔT

ΔT
ΔT

ΔT

6 Procédure

6.1 Etablissement des conditions d’essai

6.2 Retour aux conditions de départ

6.3 Chronomètre d’essai

6.4 Polarisation

6.5 Lecture
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